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磁化の光による制御は理学的視点のみならず記録媒体などへの応用面からも強い注目を集めて

いる。特に複数の磁性元素を含む系において光誘起磁化反転などが報告されており、光誘起過渡

状態の元素選択的測定は重要である。時間分解 X 線磁気円二色性測定(XMCD)は、元素分解した

情報を得る上で必須のプローブである。われわれは X 線自由電子レーザーSACLA BL3 において

Pt L 端の時間分解 XMCD を FePt 薄膜に対して行っており、Fe と Pt のことなる消磁の時定数を報

告[1]している。あらたに強磁性の Co/Pt 多層膜に対して Co M 端、Pt N 端での共鳴端を利用した

時間分解磁気光学カー効果測定を SACLA BL1 (SXFEL) でおこない、同一セットアップでの Co

および Pt の消磁の時間スケールの決定に成功した。 

X 線は直線偏光であり、45 度で試料に入射する。反射された X 線のカー回転角を回転する多層

膜ミラーによる偏光解析器で測定する。ポンプレーザーは波長 800 nm の Ti:Sapphire レーザーで

あり、X 線のエネルギーは 60 eV (Co M 端、3p→3d)、72 eV (Pt N 端、4f→5d)である。試料は

Pt (1 nm)/[Co (0.7 nm) / Pt (0.4 nm) ]4/Sapphire

であり、面直磁化膜の強磁性体である。 

Fig. 1 に実験結果を示す。指数関数でフィッ

ティングした結果、Co の消磁の時定数は

τCo = 80±60 fs であるのに対し、Pt は τPt = 640 

± 140 fs であり、消磁にかかる時間について、

元素依存した違いを見出した。この結果は[1]

で報告された Fe と Pt の時定数と同程度であ

った。 

 

[1] K. Yamamoto et al., arXiv:1810.02551 

Fig. 1 The results of time-resolved resonant 

magneto optical Kerr effect measurement at Co M 

edge (60 eV) and Pt N edge (72 eV). 
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